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摘要(译)

使用发光寿命和/或发光强度鉴定和校正发光测定中的猝灭的装置和方
法。本发明的一个方面涉及使用发光寿命和/或强度的组合来识别猝灭。
本发明的另一方面涉及通过消除由于发光测定中的猝灭引起的假阳性或
假阴性来校正猝灭。
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